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Caracteristicas

[EEN

. Apagado automético, aproximadamente 10 segundos después de la Ultimalectura.
. El funcionamiento con bateria es posible ya que la corriente de apagado es solo de aproximadamente 20nA.
. El tiempo de prueba es de aproximadamente dos segundos, en medi cion de capacidad o deinductancia

el periodo es mas prolongado y en proporcion a su valor.

. Deteccion automatica e identificacion de sus pines de:

Transistores bipolares NPN y PNP
Transistores Darlington

MOSFET decana Ny P

JFET

Diodos simplesy dobles
IGBTNyP

SCRsy Triacs

LEDs.

5. Medicién de potenciOmetros.
6.
7
8

Medicion de resistencia hasta 50 M . con una resolucién de 0.01.

. Medicion de condensadores desde 5pF hasta 50mF con una resolucion de 1pF.
. Medicion de bobinas desde 0.01mH hasta 20H.

Atencion: jAsegurese siempre de descargar |os condensadores antes de conectarlos al comprobador!
El probador puede dafiarse antes de encenderlo, pues solo hay una pequefia proteccion en los puer-
tos. Si intenta probar condensadores montados en un circuito, € equipo debe estar desconectado de
la fuente de alimentacion y ademas, comprobar que no haya voltagje residual en el equipo, es decir,
y COMO Se menciono
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INSTRUCCIONES

Operacion demedicion y lectura del display

El Multitester dispone de tres entradas. IN1 (Los dos orificios de laizquierda), IN2 (el orificio central) e IN3
(losdosarificiosdeladerecha), figura 1. Paraladeteccion eidentificacion de dispositivos de tres pines,estos se
pueden insertar directamente, viacable con pinzas o utilizando el adaptador para elementos de montaj e superfi-
cial, figuras 2y 3, en cualquier orden en el conector de entrada. Cuando se trata de elementos de dos pines, se
deben conectar preferiblemente entre IN1 e IN2 o entre IN2 e IN3 figuras 3a 'y 3b, (a excepcién de los
condensadores menores a 35 pF que se conectan entre IN1 e IN3).

Cuando laparte est& conec-
tada, no se debe tocar du-
rante la medida. Tampoco
se debetocar el aislamien-
to delos cables conectados
con los puertos de prueba.
De lo contrario, los resul-
tados de la medicion pue-
den verse afectados. Yaconectado €l elemento se debe
presionar €l botén de inicio, TEST. Después de mos-
trar el mensgje de comienzo, €l resultado de la medi-
cion aparece unos segundos. Si se miden
condensadores, € tiempo para el resultado puede ser

més largo en proporcion ala capacidad. Figura 2. Adaptador con pinzas paramanipular componentes de
mayor tamafio.

Figura 1.Disposicion del
coneclor de enlrada

Figura 3. Adaptador para
dispositivos de montaje superficial e S DRI P —r—
Medicion de Semiconductores componente entre IN1 e IN2 componente entre IN2 e IN3
Paralamedicién normal, lostres pines del transistor se pueden conectar en cualquier orden en las entradas del
Multitester, figura 4. Después de presionar €l boton de inicio, TEST, y después del mensgje de entrada, €
probador muestra en |a parte superior izquierda el simbolo respectivo del semiconductor y enlafilal el tipo
(NPNo PNP), figura 5a.

" Figura5a “Figurasb

Figura 4. Colocacion de un transistor directamente

en el conector de enfrada.

Figura5c Figura5d
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La Fila 2 muestra e actual factor de amplificacion o hFE, figura 5a, y en la fila 3 se muestra la corriente
mediantelacual semideel factor deamplificacion, figura5a. Enlafila4 se muestrael voltaje base-emisor Vbe,
figura5a, después de unos segundos este Ultimo valor es cambiado por el ICEO (dependedel tipo detransistor),
figura5b. En lasiguientetransicion se mostraralal CES, figura5c, y a final, lafila4 nosmostraralaidentifica-
cion delos pines, figura 5d.

Cuando existe un diodo entre colector y emisor, lainformacion delafila4 alternaraentreel Vbe, lainformacion
del diodo (simboloy V) y laidentificacion de los pines del transistor, Figuras 6a, by c. Cabe aclarar que para
el gemplo de lafigura 6 se ha escogido un transistor digital, de ahi, que la lectura base emisor (Vbe) seade
1.94V. Cuando hay mas datos paramostrar diferentes alos presentesen el display, apareceal fina delafilady
en la parte derecha, un signo mas (+), figura 5a.

Figura6a Figura6b Figura6c
Enlasfiguras 7a, by ¢, vemos las diferentes fases de deteccion eidentificacion de un MOSFET de canal N

Figura7a Figura7a Figura7a

En lasfiguras 8ay 8b, vemos las diferentes fases de deteccion e identificacion deun IGBT de canal N

Figura8a Figura8a

Enlasfiguras 9ay 9b, vemos las diferentes fases de deteccion e identificacion de un un transistor Darlington

Figura9a Figuradb
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En las dos siguientes gréficas, el Multitester muestra, al lado izquierdo de ellas, € correspondiente simbolo y
al lado derecho de ellas, laTension aplicada a elemento en sentido directo o Vf.

Figural0a Hgura10a

Enlasfiguras11a, b, c, d, y €; el display nos muestralos parametros de diferentes diodos. Es de acotar que en
lafiguralld, end ladoizquierdo delafilal seindicalacantidad dediodos (2) quetiene e encapsulado, en este
caso, de montaje superficial. La unidn de los diodos por sus anodos se da por el pin 2. En lafigura 11e se
muestran |os parametros de un diodo Zener. En display aparecen 2 diodos porque detecta por un lado aundiodo
Zener con unatension de rupturade 3.03V, lado izquierdo delafila2, y por otro lado, aun diodo normal con un
Vf de 802 mV, lado derecho de lafila 2. El Zener probado es de 3,6V.

Nota: El Multitester solo detecta diodos Zener con voltg es de Ruptura por debajo de los 4,5V.

Figuralla Figurallb Figurallc
Figuralld Figuralle

M edicion de condensadores

En el caso de lamedicién de condensadores, cuando son de tamarfio pequefio, sus terminal es se pueden insertar
directamente en las entradas. Si son de gran tamafio, es aconsejable conectarlos a través del adaptador que
dispone de cables con pinzas para sujetar |os terminales. Los terminal es deben ser colocados, yasea, entre IN1
eln2 oentreIN2 e IN3.

Cuando setratade condensadores menores a 35pF, estos se deben conectar directamente entrelas entradasIN1
e IN3, no por medio del adaptador ya que sus cables generaran capacidad adicional. El procedimiento para
medir estos condensadores de tan baja capacidad es algo especial veamos:

Con el condensador ya conectado entrelas entradas IN1 e IN3 se debe sujetar "unir” con los dedos sustermina-
les para " generar" mayor capacidad. Tan pronto aparezcaen €l display lacapacidad "simulada’, figura 12a, se
debeliberar el condensador, el Multitester hardun nuevo muestreo y nos mostraralacapacidad real, figura 12b.
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Tan pronto setengael valor de capacidad del condensador, que ya sabemos esta puesto entre IN1 e IN3, este se
debe desconectar del conector para que se dé el apagado automatico.

Se puede determinar la perdida de voltaje, V1oss, para condensadores con un valor de capacidad superior a
5000pF. La pérdida de voltaje daunaidea sobre el factor de calidad del condensador, entre mas alto el porcen-
taje mas"seco” estael condensador.

——

- )
| IN, e INy |

|

: Figura12b. El Multitester muestraahorala
Figura12a Aumentando lacapacidad artificialmente capacidad real.
al sujetar ambosterminales del condensador con los
Dedos.

Cuando se miden condensadores por debajo de 15000pF, en el display seven dosfilas. Laprimeranos muestra
el simbolo y la segunda, el valor de la capacidad seguido de su resistencia en serie (ESR). Si se miden
condensadores con capacidad superior a 15000pF, €l display nos muestratresfilas. En laprimera se observael
simbolo. En lasegunda, el valor de capacidad y laresistenciaen serie (ESR). En latercera, seve lapérdidade
voltgje (Vloss) quenosindicalacalidad del condensador. Enlafigural4ase observan |osvalores de capacidad,
ESR y perdida de voltaje, VlIoss, de un condensador de 1000uF en buen estado, mientras en lafigura 14b, se
muestran | os correspondientes aun condensador en mal estado. Obsérvese en estaUltimafigura, €l bajo valor de
capacidad, un relativamente alto ESR y muy alto el porcentaje de perdidade voltaje, V1oss, sintométicos de un
elemento muy "seco”.

Al medir condensadores por debajo de 15000pF, en €l display se ven dos filas. La primera nos muestra el

- e (g =
Figura13a. Lecturaobtenidaa medir un condensador de 10nF o e e- Figura13b. Lecturaobtenidaal medir un condensador de 100nF o
quivalentea 10.000 picos. el equivalentea100.000 picos.
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Figura 14a Vel ores de Ceapacidad, Resistenciaen Serie o ESK Figura 14a. Valores de Capacidad, Resistenciaen Serieo ESR y pérdida
y pérdidade voltaje de un condensador de 1.000uF Bueno. de voltaje de un condensador de 1.000uF en mal estado.

simboloy lasegundaél valor delacapacidad seguido de suresistenciaen serie (ESR). Si semiden condensadores
con capacidad superior a 15000pF, €l display nos muestratres filas. En la primera se observael simbolo. Enla
segunda, €l valor de capacidad y laresistencia en serie (ESR). En latercera, la pérdida de voltgje (V1oss) que
indica la calidad del condensador. En la figura 14a se observan los valores de capacidad, ESR y perdida de
voltgje (Vloss), de un condensador de 1000uF en buen estado, mientrasen lafigura 14b, se muestran los corres-
pondientes a un condensador en mal estado, con un valor muy bajo de capacidad y un relativamente ESR muy
alto. El porcentaje de perdida de voltgje (V10ss), son sintométicos de un Condensador muy "seco”.

OBSERVACIONES:

El circuito del Multitester esté disefiado paramedir pequefios semiconductores baja potencia. En condiciones
normal es, lamedicion la corriente solo puede al canzar unos 6mA. L os semiconductores de potenciaamenudo
causan problemas por causade corriente residual con laidentificaciény lamedicién del valor delacapacidad de
launion. El probador amenudo no puede suministrar suficiente corriente de encendido o mantener la corriente
de SCRSYy Triacsde potencia. Entonces un SCR se puede detectar como un transistor o diodo NPN. También es
posible que un SCR o Triac sea detectado como desconocido.

Otro problema eslaidentificaci dn de semiconductores conresistenciasintegradas. Por lo tanto, €l diodo emisor-
base de un transistor BU508D no se puede detectar debido alaresistenciainternade 42 ohmios conectada en
paralelo. Por lo tanto, lafuncion del transistor tampoco se puede probar. El problema con la deteccion también
se da con los transistores Darlington de potencia. A menudo podemos encontrar resistencias de emisor-base
internas que dificultan laidentificacion del componente con la corriente de medicion de tamario insuficiente.

Paral GBTslatension de5V deberiaser suficiente paracontrolar € voltaje delacompuerta. El L ED sedetecta

como diodo. Su tensién en directo, de hecho esmasaltaquelade un diodo corriente. Lostransistores Darlington
se pueden identificar por latension de umbral y el factor de amplificacidn de alta corriente.
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